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: . : 12 millions de voyageurs
360 objets oubliés par semaine dans

les gares et les trains 35500 trains impactes

Procédure en cas de bagages abandonnés
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e Equipe de démineurs
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Fausses
alarmes

Il ne voulait pas arriver en retard a
Paris : le passager d'un TGV ouvre lui-
méme un «colis suspect» en gare de
Reims

Perte de
confiance

Alors que le train s'apprétait a étre évacué, un passager a lui-méme ouvert
un sac a main oublié qui ne contenait que des chewing-gums et des post-it.

Arrét
d’utilisation

F
% 22/05/2025 | Congres annuel de la SAGIP| S3 C.A.'Ilp 3

Société d’Automatique,
de Génie Industriel & de Productique



2.

Quels sont les indicateurs utilisés pour |'évaluation des modeles?

1. Ces indicateurs mesurent-ils la fatigue d’alarmes ?

2. Comment mesurer dans le cas contraire la fatigue d’alarmes ?

Cartes de contrbles

Comment prévenir ou a minima réduire la fatigue d’alarmes ?

N—

Normal

OO

Défaut 1

Défaut 2 Défaut k

Meéthodes statistiques multivariées (Analyse en composantes principales (ACP), Moindres carrés partiels,

analyse en composantes indépendantes...)

Autoencodeur et ses variantes

Classifieurs a une classe (Isolation Forest, One-Class Support Vector Machine)
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Positive

Negative

Taux de détection des défauts

Recall TPR = Sensitivity

TP+ FN

True positive rate

V.cre)y
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Taux de fausses alarmes

FAR =

S FP+TN
iaxj\f3€5"‘

_uve (TN) True negative rate

TNR = N =1—FAR
TN+ FP
Missed detection rate
EN
MDR = EN TP 1—-TPR Non-detection rate

Missed alarm rate

Société d’Automatique,



35
8
7
/ 30
6
5
> 4 4 25
a4
3 2 20
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
0 ° Detection Time Delay
202520242023202220212020201920162013201220092006200420032000
Année de publication 10 2
5 3

10 9 2 2 I

S s . I m B =

7 TPR+MDR FAR+TNR AUC+ROC G-mean F1-score charts others

:

4 ’ . P

3 e e e 2 2 Le taux de détection des défauts (TPR+MDR) et le taux

2 . .

) I I I BB de fausses alarmes (FAR+TNR) sont les indicateurs les

0 . y - . N

F S plus utilisés pour I'évaluation des modeles.
& (\Ib &L >’ \\\"g' o& QJQ}\ &
&L?Q b(\ee’&\ @é@ \ L)\(\\(‘b (\6\0\0 C(\Q’\ ((5\630 O
QO A \‘Q} > V\ . »
’b\é\q \\,\@(é\ ((\Qo Q,‘é\dj (\e@\@

S NG @ & %(J
© @ d\e@ =~

tdAtmat\u
dG e Industriel & de Productique

F
% 22/05/2025 | Congres annuel de la SAGIP| S3 .CL\.IIP 6



Notations

Hypothéses
NOC : Le process fonctionne normalement = P(NOC) >» P(NOC)
A : Le modele déclenche une alarme = Systéme de détection « parfait » :
" P(A\NOC): taux de fausses alarmes = Taux de détection des défauts = 100%
= P(A\NOC): taux de détection des défauts = Taux de fausses alarmes = g

P(A\NOC) - P(NOC)

P(NOC\A) = P

F
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Notations

Hypotheses
NOC : Le process fonctionne normalement = P(NOC) >» P(NOC)
A : Le modele déclenche une alarme = Systéme de détection « parfait » :
" P(A\NOC): taux de fausses alarmes = Taux de détection des défauts = 100%
= P(A\NOC): taux de détection des défauts = Taux de fausses alarmes = g
PINOC\A) = P(A\NOC) - P(NOC) P(A\NOC) - P(NOC) B P(A\NOC)
B P(A) ~ P(A\NOC).P(NOC) + P(4\NOC) - P(NOC) JP(NOC)

P(A\NOC) + P(A\NOC) BNOO)
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= Le déséquilibre a un grand effet sur P(NOC\A) = |l existe un grand écart entre P(NOC\A) et le FAR
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®, = = Fréquence d'échantillonnage : 3 minutes

19

oo

= Durée d’'une simulation

= Entrainement : 25 heures

CD®

= Evaluation : 48 heures

Nombre total de simulations : 500

= Nombre de classe :
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= Une classe de fonctionnement normal

=
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= 20 classes de défauts
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» Taille des données pour chaque classe:

= Entrainement : 500 x 500

Evaluation du mOdéle ™ Eva|uation . 500 X 960
= 500 x 960 échantillons de fonctionnement normal

= 800 échantillons pour chaque défaut
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Explained Variance by Retained Components
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Calculer les p-
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des données :

b1, P2, Pn

J

!

Calculer les termes
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P-valeur marginale
1+ [{X; € Xeaup: (X)) = 8(x) }
n+1

Validité marginale
Plp(x) <a]<a

l

P-valeur Conditionnelle Validité conditionnelle
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NOC

Partition des
données NOC
d’entrainement

Entrainer le
normalisateur :

A 4
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Calculer les p-
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On dispose de m p-valeurs :

P1, P2,y Pm

Ranger les p-valeurs par ordre croissant :

P) <P =" =DPm)
Réaliser la transformation suivante :
Pm) = Pm)

~ " m ~ "
p(l) = min {Tp(l)’p(l+1)}ll = 1,...,m -1

Appliquer la

procédure de

Benjamini et
Hochberg

Une alarme est déclenchée si

Piy = q

Appliquer la

procédure de

Benjamini et
Hochberg
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Ce travail permet de mesurer et de diminuer la fatigue d’alarmes
Il a été aussi appliqueé sur une ligne de galvanisation

Le contrble du FDR en temps réel ?

Quel risque de fatigue d’alarmes peut — on tolérer ?

Dans certaines applications, le colt d’'un défaut non détecté est énorme

Les patients et les professionnels de la santé seraient préts a accepter 2 250 faux positifs
supplémentaires pour une vraie détection de cancer de plus
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